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บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับ นี้จ ะนํ า เสนอ การปรับป รุง เวล าท ดสอ บ
ฮารดดิสก โดยการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูล เวลาที่เคร่ืองทดสอบ
ฮารดดิสก ไดจําลองแบบการควบคุมกระบวนการดวยวิธีการทางสถิติ 
(Statistical process control: SPC) และวิเคราะหความสามารถของ
กระบวนการ (Process capability analysis: PCA) ในเคร่ืองทดสอบ
ฮารดดิสก ทําการควบคุมกระบวนการภายในของเคร่ืองทดสอบ
ฮารดดสิกในแตละลําดับขั้นตอน (เลือกบางขั้นตอนที่สําคัญ) ทําใหเวลา
เฉลี่ยโดยรวมลดลง 12% จากปจจุบันที่กระบวนการทําได 
 
คําสําคัญ: การทดสอบฮารดดิสก, การควบคุมกระบวนการดวยวิธีการ
ทางสถิต,ิ วิเคราะหความสามารถของกระบวนการ 
 
Abstract 
 This paper proposes HDD test time reduction by using 
statistical process control (SPC) and process capability analysis (PCA). 
Algorithm verification was made upon the collected data of a specific 
hard disk drive type. By applying the method to a major time-
consuming sub-process, the test time could be reduced by 12%. 

Keywords: Hard disk testing, SPC, PCA 
 
1. บทนํา 

ในการทดสอบตัวฮารดดิสกเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกจะใช
เวลานานหลายช่ัวโมง ทําใหตนทุนการผลิตสูง จึงเปนแรงผลักดันที่
จะตองทําการปรับปรุงกระบวนการในสวนนี้เพ่ือที่จะทําใหเคร่ือง
ทดสอบฮารดดิสกใชเวลาลดลง เชนเดียวกันก็จะทําใหตนทุนของการ
ผลิตลดล งดว ย ความทาท ายอ ยูที่ ว า เปนก ารวิ เคราะหป รับ ป รุง
กระบวนการจากขอมูลที่อยูในระบบฐานขอมูล (Database system) 
ขอมูลที่ไดเปนเวลาของการทดสอบฮารดดิสกในแตละลําดับขั้นตอนที่

ไดถูกบันทึกไว ในการทดสอบฮารดดสิกนั้นในบางอุตสาหกรรมจะ
แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ 

1.) Function test การลงไมโครโคด และปรับแตงพารามิเตอร เพ่ือ
การเขียน-อาน และคนหาที่ดีที่สดุ ใชเวลาประมาณ 10% 

2.) SRST เปนการตรวจพ้ืนผิวสื่อ และทําการบันทึกตําแหนงที่
บกพรอง ภายใตเงื่อนไขที่กดดัน (Squeeze test) ใชเวลา
ประมาณ 76% 

3.) Final test เปนการทดสอบฟงกชันการทํางาน และตามเงื่อนไข
ของลูกคา ใชเวลาประมาณ 14% 

 ในแตละกระบวนการหลักก็จะประกอบดวยขั้นตอนแยก
ยอยออกไปอีกประมาณ 10-15 ขั้นตอน ปจจุบันกระบวนการทดสอบ 
SRST ใชเวลานานที่สุดประมาณ 76% ของกระบวนการทดสอบ
ทั้ ง หมด  ในง า นวิจั ยฉ บับ นี้ จ ะมุ ง ป ร ะ เด็นค ว ามสน ใจ ไป ที่
กระบวนการ SRST ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากกระบวนการนี ้
เพ่ือหาสาเหตุและความเปนไปไดที่จะทําการปรับปรุงเวลาของ
กระบวนการทดสอบฮารดดิสก  
  
2. การควบคุมกระบวนการ 
2.1 สถิติเบื้องตน 

สถิติ (Statistics) คือการเก็บขอมูลสวนนอยเรียกวา
ตัวอยางมาชวยในการคาดการณขอมูลสวนมากเรียกวาประชากร ที่
ไมอาจจะหาคาที่ตองการทราบไดหมด 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
 

สถิติก็มีสถานะเปนเพียงเคร่ืองมือในรูปแบบหนึ่ง ที่ใชใน
การเปลี่ยนขอมูลดิบที่มีอยูไปสูสาระสําคัญ เพ่ือใหผูที่มีหนาที่หรือ
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อํานาจใชในการตัดสินใจ ซึ่งก็ไมจําเปนวาตองตัดสินใจตามสาระนั้น
เสมอไป [1, 2] จากรูปที่ 2 เปรียบเทียบการกระจายของขอมูลของ
ประชากรและของกลุมตัวอยาง จะเห็นวากลุมตัวอยางจะมีความใกลเคียง
กับประชากร ภายใตเงื่อนไขการเก็บตัวอยางที่ถูกตอง สิ่งที่ใชอธิบาย
ประชากรเราจะเรียกวา “Population Parameter”  = คาเฉลี่ยประชากร, 
 = คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร   สวนของกลุมตัวอยางเราจะ
เรียกวา  “Sample Statistics”  x = คาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง, s = คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยาง 
 
   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบกลุมของประชากร และตัวอยาง 
 
2.2 การวิเคราะหขอมูล 

สามารถที่จะใชกลุมของขอมูลที่มีอยูในการอธิบายตัวอยาง 
(Sample) หรือประชากร (Population) ใหมองเห็นภาพไดดีที่สุด เราจึง
ตองใหความสนใจในวิธีการที่เราใชในการอธิบายขอมูลดังกลาว วิธีที่ใช
วัดหรืออธิบายขอมูลเราเรียกวา “คาแนวโนมสูศูนยกลาง (Central 
tendency)” มีคาทางสถิตอิยู 3 คาที่ใชในการอธิบายคอื คาเฉลี่ย (Mean) 


n

Xi
i=1X = n  (1) 

คามัธยฐาน (Median) และคาฐานนิยม (Mode) จะตองมีการวิเคราะหกอน
วาขอมูลมีความเบี่ยงเบนโดยธรรมชาติ เพราะจะมีผลตอคาแนวโนมสู
ศูนยกลาง พิจารณาคุณภาพของขอมูลโดยดูขนาดของความเบี่ยงเบนหรือ
ที่เรียกวา “การกระจาย (Dispersion)” โดยสามารถวัดไดดวยตัวสถิติ
หลายตัวดวยกัน อาทิเชน คาพิสัย (Range) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) คาความแปรปรวน (Variance) เปนตน ซึ่งสามารถ
คํานวณหาไดดังสมการดานลางตามลําดับ [3]  

คาพิสัย (Range) 
R = X - Xmax min   (2) 

 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 


n 2(X -X)i

i=1S = n-1  (3) 

คาความแปรปรวน (Variance) 


n 2(X - X)i2 i=1S =

n - 1
 (4) 

2.3 การควบคุมกระบวนการดวยวิธีการทางสถิติ  
 วัตถุประสงคสถิติในการควบคุมกระบวนการผลิตเพ่ือทําการ
ปรับปรุงและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑหรือกระบวนการ โดย

พิจารณากระบวนการที่สภาวะที่มีเสถยีรภาพ หรือไดรับการควบคุม 
เมื่อเวลาผานไปขอมูลที่ไดจากการวัดจะมีการกระจายแบบปกติ 
(Normal distribution) ก็จะสามารถกําหนดเสนพิกัดควบคุม
ก ระบ ว นก า ร  ยก ตัว อ ย าง เชนก าร กํ าหนดเสน พิกัดคว บ คุ ม 
(Specification limit) ของกระบวนการ  
 

3USL X S   (5) 
CL X   (6) 

- 3LSL X S  (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 มาตรฐานการควบคุมกระบวนการที่ระดับ 6σ  
 เปนมาตรฐานที่นิยมใชกําหนดเสนพิกัดควบคุม จะให
ระดับความเช่ือมัน่ (Confidence interval) ที่ 99.73%  
 
2.4 การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ 
 ดัชนีแสดงความสามารถ (Capability index) ในการ
ตัดสนิใจเกี่ยวกับประชากรนั้นมักจะคํานึงถึงคาความเบี่ยงเบนของ
ประชากรอยูในชวงที่ยอมใหเกิด ตัววัดความเบี่ยงเบนของขอมูลจาก
ประชากรเมื่อเทียบกับขนาดของความเบี่ยงเบนที่ยอมใหเกิดแลว
เรียกวา “ดัชนีแสดงความสามารถของกระบวนการ C p  (Process 
capability index)” [1] 
 

-
6

USL LSL
Cp s

  (8) 
 

ถาการวัดโดยคํานึงคาที่ควรจะเปนของกลุมตัวอยางดวยจะเรียกวา 
“ดัชนี C pk ” เมื่อคํานึงถึงประชากรแทนดวย μ หรือกลุมตัวอยาง
แทนดวย x สามารหาคาดัชนีความสามารถของกระบวนการไดดัง
สมการดานลาง 

-

3

USL x
Cpu

s
  (9) 

 

-

3

x LSL
Cpl s

  (10) 

เพราะฉะนั้นจะได 
min( , )C C Cpupk pl  (11) 

 
3. การทดลองและผล 
 ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาขอมูลที่ไดจากการทดสอบ
ฮารดดิสก SRST ของเคร่ืองทดสอบ เปนขอมูลการทดสอบ
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ฮารดดิสกความจุ 320 กิกะไบต รูปที่ 4 ดานลางนี้เปนลําดับขั้นตอนการ
ทํางานวิจัย แบบจําลอง (Simulation) การทดลองขอมูลทางสถิติใน
งานวิจัยฉบับนี้จะใชโปรแกรม Minitab ชวยในการวิเคราะหขอมูล 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 

3.1 ขอมูลและการกรองขอมูล 
ขอมูลที่ไดมาจากฐานขอมูล หนึ่งไฟลก็คือขอมูลการทดสอบ

ฮารดดิสกหนึ่งตัว ภายในก็จะประกอบดวยผลการทดสอบมากมาย แต
ขอมูลที่ เราสนใจคือขั้นตอนของการทดสอบ และเวลาที่ใชของแตละ
ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 กราฟ Pareto ลําดับขั้นตอนที่สําคัญ 
 

จาก Pareto chart เลือกขั้นตอน d-36 นํามาวิเคราะหทดลอง
การปรับปรุงกระบวนการ เพราะเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากสุดคือ
เวลาที่ใชในขั้นตอน d-36 นานที่สุด สังเกตุเห็นวามีความแตกตางระหวาง
สองกลุมงาน ที่ไดจากการเก็บขอมูลแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมของ
ฮารดดิสกที่ผานการทดสอบ (Pass) และกลุมของขอมูลของฮารดดิสกที่
ไมผานการทดสอบ (Fail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ความแตกตางระหวางสองกลุมขอมูลคือ Pass และ Fail 
 

จากรูปที่ 6 แสดงใหเห็นความแตกตางมากย่ิงขึ้นโดยการ ทํา 
Individual value plot จะเห็นคาความแปรปรวนและคาพิสัย ของกลุม

ขอมูลทั้งสองกลุม ดวยเหตุนี้กลุมงานที่ไมผานการทดสอบ จึงเปน
สาเหตุที่ทําใหเคร่ืองทดสอบใชเวลาทดสอบนาน ดังนั้นจึงใชกลุม
งานที่ผานการทดสอบ จะเปนตัวกําหนดคาทางสถิติในการปรับปรุง
กระบวนการ เหมือนจําลองใหอยูในสภาวะที่กระบวนการมีความ
เสถียร คือพิจารณาจากกลุมงานดีนั่นเอง ถึงแมวากระบวนการจะ
ไมไดถูกควบคุมก็ตามท ี
 

3.2 วิเคราะหขอมูล 
ทดสอบการกระจายของขอมูล ดวยการทดสอบสถิติของ

กลุมยอยจากตัวอยางงานที่ไดทําการสุม ในที่นี้ใชโปรแกรม Minitab 
จะมีคาที่บงบอกการกระจายแบบปกติคือ (ดังรูปที่ 7 คา P-value = 
0.896) คา P-value > 0.05 แสดงวาขอมูลมีการกระจายเปนแบบปกติ 
ถา P-value < 0.05 แสดงวาขอมูลมีการกระจายแบบไมเปนปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่7 ทดสอบการกระจายแบบปกติของขอมูลโดย Probability plot 
 
3.3 การทดลองกําหนดพิกัดควบคุม 
และวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ 

ใชโปรแกรม Minitab จําลองคํานวณหาคาความสามารถ
ของกระบวนการ ในขั้นตอน d-36 จากเสนพิกัดควบคุมที่คํานวณได 
โดยใชระดับมาตรฐานที่ 6σ หรือดวยความเช่ือมั่นที่ 99.73% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ความสามารถของขั้นตอน d-36 ที่ระดับคุณภาพ 6σ  
 
คาความสามารถของกระบวนการ C pk  ในขั้นตอน d-36 เทากับ 
1.30 และมีสัดสวนของเสียที่ PPMTotal  = 3000 หรือ 0.3% ที่เปน
ขอมูลที่ ใสเขาไป (Observation performance), ทั้ งนี้ก็ ยังมีการ
ประมาณคาของ PPM แบบระยะสั้น (Within performance) PPMTotal 
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= 0.01%  และแบบระยะยาว (Overall performance) PPMTotal = 0.27%  
ในตารางที่  1 เปนผลการทดลองการควบคุมขั้นตอน d-36 

ดวยพิกัดควบคุมที่ระดับคุณภาพตางๆ เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ได คาดัชนี
ความสามารถของกระบวนการ และสดัสวนบกพรองที่เกิดขึ้น  

กอนและหลังการกําหนดพิกัดควบคุมขั้นตอน d-36 ใชเวลา
เฉลี่ย 8.25 ช่ัวโมง และ 7.37 ช่ัวโมง ตามลําดับ เวลาที่ลดลงคิดเปน
เปอรเซ็นตประมาณ 12% 

ดัชนีความสามารถของกระบวนการจะสูงขึ้นตามพิกัดควบคุม
ระดับคุณภาพ หรือเพราะวาเปนการขยายความเบี่ยงเบนที่ยอมใหเกิด เพ่ือ
รองรับความเบี่ยงเบนของประชากร 

สัดสวนบกพรองจะไมเกิดขึ้นที่พิกัดควบคุมระดับคุณภาพคา
สูงๆ เพราะเปนการขยายความเบี่ยงเบนที่ยอมใหเกิด ดังนั้นความนาจะ
เปนที่จะเกิดของเสียก็ไมม ี
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองควบคุมขั้นตอน d-36 ดวยพิกัดควบคุม 

ระดับ
คุณภาพ  

ดัชนี 
C pk  

เวลา
เฉล่ีย 

 (d-36) 
(ชั่วโมง) 

สัดสวนบกพรอง 
(ppm) พิกัดควบคุม 

ดาน 
LSL 

ดาน 
USL LSL USL 

6σ  2.59 7.51 0.00 0.00 19505 32794 
5σ  2.61 7.46 0.00 0.00 20612 31687 
4σ  1.73 7.41 0.00 0.00 21720 30579 
3σ  1.30 7.34 0.00 3000 22827 29472 
2σ  0.86 7.26 12000 20000 23935 28364 
1σ  0.43 7.26 183000 152000 25042 27257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 เปรียบเทียบ FRR และ FAR ของแตละระดับคุณภาพ 
 

 เมื่อทําการทดลองโดยกําหนดพิกัดควบคุมกระบวนการ ใน
แตละระดับคุณภาพ จะทําใหไดจํานวนงานดีที่ถูกระบุวาเปนงานเสีย 
(FRR) มีอัตราที่ลดลงเมื่อพิกัดควบคุมระดับคุณภาพของกระบวนการมี
คามากขึ้น จะแตกตางกันกับจํานวนงานเสียที่ถูกระบุวาเปนงานดี (FAR) 
จะเพ่ิมขึ้น แสดงใหเห็นดังรูปที่ 9 ถึงอยางไรยังมีขั้นตอนถัดไปที่จะระบุ
กลุม FAR วาเปนกลุมงานเสียได จากขั้นตอนการทํางานจริง 
 

4. สรุป 
 การประเมินความสามารถของกระบวนการในปจจุบันที่เรา
สนใจศึกษา แสดงใหเห็นวาขั้นตอน d-36 สามารถใชเวลาลดลงเฉลี่ย 
12% เมื่อกําหนดพิกัดการควบคุมกระบวนการ คาดวาเวลาของ

กระบวนการทดสอบฮารดดิสก SRST โดยรวมจะสามารถลดลงอีก
หากมีการปรับปรุงในขั้นตอนอื่นๆ ซึ่งจะเปนกรณีศึกษาในขั้นตอไป 

จากกระบวนการที่ไดทําการศึกษาพบวา ขอมูลบางอยาง
ที่ไดบนัทึกไวในระบบฐานขอมูล ควรจะทําใหเกิดความสนใจจาก
บุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจ เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ หรือ
คุณภาพของผลิตภัณฑในองคกรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอองคในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ การลดคาใชจายในการผลิตก็ดี 
และอื่นๆ ที่ขึ้นอยูกับการนําไปใชงาน 
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